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บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับ นี้จ ะนํ า เสนอ การปรับป รุง เวล าท ดสอ บ
ฮารดดิสก โดยการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูล เวลาที่เคร่ืองทดสอบ
ฮารดดิสก ไดจําลองแบบการควบคุมกระบวนการดวยวิธีการทางสถิติ 
(Statistical process control: SPC) และวิเคราะหความสามารถของ
กระบวนการ (Process capability analysis: PCA) ในเคร่ืองทดสอบ
ฮารดดิสก ทําการควบคุมกระบวนการภายในของเคร่ืองทดสอบ
ฮารดดสิกในแตละลําดับขั้นตอน (เลือกบางขั้นตอนที่สําคัญ) ทําใหเวลา
เฉลี่ยโดยรวมลดลง 12% จากปจจุบันที่กระบวนการทําได 
 
คําสําคัญ: การทดสอบฮารดดิสก, การควบคุมกระบวนการดวยวิธีการ
ทางสถิต,ิ วิเคราะหความสามารถของกระบวนการ 
 
Abstract 
 This paper proposes HDD test time reduction by using 
statistical process control (SPC) and process capability analysis (PCA). 
Algorithm verification was made upon the collected data of a specific 
hard disk drive type. By applying the method to a major time-
consuming sub-process, the test time could be reduced by 12%. 

Keywords: Hard disk testing, SPC, PCA 
 
1. บทนํา 

ในการทดสอบตัวฮารดดิสกเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกจะใช
เวลานานหลายช่ัวโมง ทําใหตนทุนการผลิตสูง จึงเปนแรงผลักดันที่
จะตองทําการปรับปรุงกระบวนการในสวนนี้เพ่ือที่จะทําใหเคร่ือง
ทดสอบฮารดดิสกใชเวลาลดลง เชนเดียวกันก็จะทําใหตนทุนของการ
ผลิตลดล งดว ย ความทาท ายอ ยูที่ ว า เปนก ารวิ เคราะหป รับ ป รุง
กระบวนการจากขอมูลที่อยูในระบบฐานขอมูล (Database system) 
ขอมูลที่ไดเปนเวลาของการทดสอบฮารดดิสกในแตละลําดับขั้นตอนที่

ไดถูกบันทึกไว ในการทดสอบฮารดดสิกนั้นในบางอุตสาหกรรมจะ
แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ 

1.) Function test การลงไมโครโคด และปรับแตงพารามิเตอร เพ่ือ
การเขียน-อาน และคนหาที่ดีที่สดุ ใชเวลาประมาณ 10% 

2.) SRST เปนการตรวจพ้ืนผิวสื่อ และทําการบันทึกตําแหนงที่
บกพรอง ภายใตเงื่อนไขที่กดดัน (Squeeze test) ใชเวลา
ประมาณ 76% 

3.) Final test เปนการทดสอบฟงกชันการทํางาน และตามเงื่อนไข
ของลูกคา ใชเวลาประมาณ 14% 

 ในแตละกระบวนการหลักก็จะประกอบดวยขั้นตอนแยก
ยอยออกไปอีกประมาณ 10-15 ขั้นตอน ปจจุบันกระบวนการทดสอบ 
SRST ใชเวลานานที่สุดประมาณ 76% ของกระบวนการทดสอบ
ทั้ ง หมด  ในง า นวิจั ยฉ บับ นี้ จ ะมุ ง ป ร ะ เด็นค ว ามสน ใจ ไป ที่
กระบวนการ SRST ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากกระบวนการนี ้
เพ่ือหาสาเหตุและความเปนไปไดที่จะทําการปรับปรุงเวลาของ
กระบวนการทดสอบฮารดดิสก  
  
2. การควบคุมกระบวนการ 
2.1 สถิติเบื้องตน 

สถิติ (Statistics) คือการเก็บขอมูลสวนนอยเรียกวา
ตัวอยางมาชวยในการคาดการณขอมูลสวนมากเรียกวาประชากร ที่
ไมอาจจะหาคาที่ตองการทราบไดหมด 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
 

สถิติก็มีสถานะเปนเพียงเคร่ืองมือในรูปแบบหนึ่ง ที่ใชใน
การเปลี่ยนขอมูลดิบที่มีอยูไปสูสาระสําคัญ เพ่ือใหผูที่มีหนาที่หรือ
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อํานาจใชในการตัดสินใจ ซึ่งก็ไมจําเปนวาตองตัดสินใจตามสาระนั้น
เสมอไป [1, 2] จากรูปที่ 2 เปรียบเทียบการกระจายของขอมูลของ
ประชากรและของกลุมตัวอยาง จะเห็นวากลุมตัวอยางจะมีความใกลเคียง
กับประชากร ภายใตเงื่อนไขการเก็บตัวอยางที่ถูกตอง สิ่งที่ใชอธิบาย
ประชากรเราจะเรียกวา “Population Parameter”  = คาเฉลี่ยประชากร, 
 = คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร   สวนของกลุมตัวอยางเราจะ
เรียกวา  “Sample Statistics”  x = คาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง, s = คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยาง 
 
   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบกลุมของประชากร และตัวอยาง 
 
2.2 การวิเคราะหขอมูล 

สามารถที่จะใชกลุมของขอมูลที่มีอยูในการอธิบายตัวอยาง 
(Sample) หรือประชากร (Population) ใหมองเห็นภาพไดดีที่สุด เราจึง
ตองใหความสนใจในวิธีการที่เราใชในการอธิบายขอมูลดังกลาว วิธีที่ใช
วัดหรืออธิบายขอมูลเราเรียกวา “คาแนวโนมสูศูนยกลาง (Central 
tendency)” มีคาทางสถิตอิยู 3 คาที่ใชในการอธิบายคอื คาเฉลี่ย (Mean) 


n

Xi
i=1X = n  (1) 

คามัธยฐาน (Median) และคาฐานนิยม (Mode) จะตองมีการวิเคราะหกอน
วาขอมูลมีความเบี่ยงเบนโดยธรรมชาติ เพราะจะมีผลตอคาแนวโนมสู
ศูนยกลาง พิจารณาคุณภาพของขอมูลโดยดูขนาดของความเบี่ยงเบนหรือ
ที่เรียกวา “การกระจาย (Dispersion)” โดยสามารถวัดไดดวยตัวสถิติ
หลายตัวดวยกัน อาทิเชน คาพิสัย (Range) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) คาความแปรปรวน (Variance) เปนตน ซึ่งสามารถ
คํานวณหาไดดังสมการดานลางตามลําดับ [3]  

คาพิสัย (Range) 
R = X - Xmax min   (2) 

 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 


n 2(X -X)i

i=1S = n-1  (3) 

คาความแปรปรวน (Variance) 


n 2(X - X)i2 i=1S =

n - 1
 (4) 

2.3 การควบคุมกระบวนการดวยวิธีการทางสถิติ  
 วัตถุประสงคสถิติในการควบคุมกระบวนการผลิตเพ่ือทําการ
ปรับปรุงและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑหรือกระบวนการ โดย

พิจารณากระบวนการที่สภาวะที่มีเสถยีรภาพ หรือไดรับการควบคุม 
เมื่อเวลาผานไปขอมูลที่ไดจากการวัดจะมีการกระจายแบบปกติ 
(Normal distribution) ก็จะสามารถกําหนดเสนพิกัดควบคุม
ก ระบ ว นก า ร  ยก ตัว อ ย าง เชนก าร กํ าหนดเสน พิกัดคว บ คุ ม 
(Specification limit) ของกระบวนการ  
 

3USL X S   (5) 
CL X   (6) 

- 3LSL X S  (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 มาตรฐานการควบคุมกระบวนการที่ระดับ 6σ  
 เปนมาตรฐานที่นิยมใชกําหนดเสนพิกัดควบคุม จะให
ระดับความเช่ือมัน่ (Confidence interval) ที่ 99.73%  
 
2.4 การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ 
 ดัชนีแสดงความสามารถ (Capability index) ในการ
ตัดสนิใจเกี่ยวกับประชากรนั้นมักจะคํานึงถึงคาความเบี่ยงเบนของ
ประชากรอยูในชวงที่ยอมใหเกิด ตัววัดความเบี่ยงเบนของขอมูลจาก
ประชากรเมื่อเทียบกับขนาดของความเบี่ยงเบนที่ยอมใหเกิดแลว
เรียกวา “ดัชนีแสดงความสามารถของกระบวนการ C p  (Process 
capability index)” [1] 
 

-
6

USL LSL
Cp s

  (8) 
 

ถาการวัดโดยคํานึงคาที่ควรจะเปนของกลุมตัวอยางดวยจะเรียกวา 
“ดัชนี C pk ” เมื่อคํานึงถึงประชากรแทนดวย μ หรือกลุมตัวอยาง
แทนดวย x สามารหาคาดัชนีความสามารถของกระบวนการไดดัง
สมการดานลาง 

-

3

USL x
Cpu

s
  (9) 

 

-

3

x LSL
Cpl s

  (10) 

เพราะฉะนั้นจะได 
min( , )C C Cpupk pl  (11) 

 
3. การทดลองและผล 
 ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาขอมูลที่ไดจากการทดสอบ
ฮารดดิสก SRST ของเคร่ืองทดสอบ เปนขอมูลการทดสอบ
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ฮารดดิสกความจุ 320 กิกะไบต รูปที่ 4 ดานลางนี้เปนลําดับขั้นตอนการ
ทํางานวิจัย แบบจําลอง (Simulation) การทดลองขอมูลทางสถิติใน
งานวิจัยฉบับนี้จะใชโปรแกรม Minitab ชวยในการวิเคราะหขอมูล 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 

3.1 ขอมูลและการกรองขอมูล 
ขอมูลที่ไดมาจากฐานขอมูล หนึ่งไฟลก็คือขอมูลการทดสอบ

ฮารดดิสกหนึ่งตัว ภายในก็จะประกอบดวยผลการทดสอบมากมาย แต
ขอมูลที่ เราสนใจคือขั้นตอนของการทดสอบ และเวลาที่ใชของแตละ
ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 กราฟ Pareto ลําดับขั้นตอนที่สําคัญ 
 

จาก Pareto chart เลือกขั้นตอน d-36 นํามาวิเคราะหทดลอง
การปรับปรุงกระบวนการ เพราะเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากสุดคือ
เวลาที่ใชในขั้นตอน d-36 นานที่สุด สังเกตุเห็นวามีความแตกตางระหวาง
สองกลุมงาน ที่ไดจากการเก็บขอมูลแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมของ
ฮารดดิสกที่ผานการทดสอบ (Pass) และกลุมของขอมูลของฮารดดิสกที่
ไมผานการทดสอบ (Fail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ความแตกตางระหวางสองกลุมขอมูลคือ Pass และ Fail 
 

จากรูปที่ 6 แสดงใหเห็นความแตกตางมากย่ิงขึ้นโดยการ ทํา 
Individual value plot จะเห็นคาความแปรปรวนและคาพิสัย ของกลุม

ขอมูลทั้งสองกลุม ดวยเหตุนี้กลุมงานที่ไมผานการทดสอบ จึงเปน
สาเหตุที่ทําใหเคร่ืองทดสอบใชเวลาทดสอบนาน ดังนั้นจึงใชกลุม
งานที่ผานการทดสอบ จะเปนตัวกําหนดคาทางสถิติในการปรับปรุง
กระบวนการ เหมือนจําลองใหอยูในสภาวะที่กระบวนการมีความ
เสถียร คือพิจารณาจากกลุมงานดีนั่นเอง ถึงแมวากระบวนการจะ
ไมไดถูกควบคุมก็ตามท ี
 

3.2 วิเคราะหขอมูล 
ทดสอบการกระจายของขอมูล ดวยการทดสอบสถิติของ

กลุมยอยจากตัวอยางงานที่ไดทําการสุม ในที่นี้ใชโปรแกรม Minitab 
จะมีคาที่บงบอกการกระจายแบบปกติคือ (ดังรูปที่ 7 คา P-value = 
0.896) คา P-value > 0.05 แสดงวาขอมูลมีการกระจายเปนแบบปกติ 
ถา P-value < 0.05 แสดงวาขอมูลมีการกระจายแบบไมเปนปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่7 ทดสอบการกระจายแบบปกติของขอมูลโดย Probability plot 
 
3.3 การทดลองกําหนดพิกัดควบคุม 
และวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ 

ใชโปรแกรม Minitab จําลองคํานวณหาคาความสามารถ
ของกระบวนการ ในขั้นตอน d-36 จากเสนพิกัดควบคุมที่คํานวณได 
โดยใชระดับมาตรฐานที่ 6σ หรือดวยความเช่ือมั่นที่ 99.73% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ความสามารถของขั้นตอน d-36 ที่ระดับคุณภาพ 6σ  
 
คาความสามารถของกระบวนการ C pk  ในขั้นตอน d-36 เทากับ 
1.30 และมีสัดสวนของเสียที่ PPMTotal  = 3000 หรือ 0.3% ที่เปน
ขอมูลที่ ใสเขาไป (Observation performance), ทั้ งนี้ก็ ยังมีการ
ประมาณคาของ PPM แบบระยะสั้น (Within performance) PPMTotal 
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= 0.01%  และแบบระยะยาว (Overall performance) PPMTotal = 0.27%  
ในตารางที่  1 เปนผลการทดลองการควบคุมขั้นตอน d-36 

ดวยพิกัดควบคุมที่ระดับคุณภาพตางๆ เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ได คาดัชนี
ความสามารถของกระบวนการ และสดัสวนบกพรองที่เกิดขึ้น  

กอนและหลังการกําหนดพิกัดควบคุมขั้นตอน d-36 ใชเวลา
เฉลี่ย 8.25 ช่ัวโมง และ 7.37 ช่ัวโมง ตามลําดับ เวลาที่ลดลงคิดเปน
เปอรเซ็นตประมาณ 12% 

ดัชนีความสามารถของกระบวนการจะสูงขึ้นตามพิกัดควบคุม
ระดับคุณภาพ หรือเพราะวาเปนการขยายความเบี่ยงเบนที่ยอมใหเกิด เพ่ือ
รองรับความเบี่ยงเบนของประชากร 

สัดสวนบกพรองจะไมเกิดขึ้นที่พิกัดควบคุมระดับคุณภาพคา
สูงๆ เพราะเปนการขยายความเบี่ยงเบนที่ยอมใหเกิด ดังนั้นความนาจะ
เปนที่จะเกิดของเสียก็ไมม ี
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองควบคุมขั้นตอน d-36 ดวยพิกัดควบคุม 

ระดับ
คุณภาพ  

ดัชนี 
C pk  

เวลา
เฉล่ีย 

 (d-36) 
(ชั่วโมง) 

สัดสวนบกพรอง 
(ppm) พิกัดควบคุม 

ดาน 
LSL 

ดาน 
USL LSL USL 

6σ  2.59 7.51 0.00 0.00 19505 32794 
5σ  2.61 7.46 0.00 0.00 20612 31687 
4σ  1.73 7.41 0.00 0.00 21720 30579 
3σ  1.30 7.34 0.00 3000 22827 29472 
2σ  0.86 7.26 12000 20000 23935 28364 
1σ  0.43 7.26 183000 152000 25042 27257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 เปรียบเทียบ FRR และ FAR ของแตละระดับคุณภาพ 
 

 เมื่อทําการทดลองโดยกําหนดพิกัดควบคุมกระบวนการ ใน
แตละระดับคุณภาพ จะทําใหไดจํานวนงานดีที่ถูกระบุวาเปนงานเสีย 
(FRR) มีอัตราที่ลดลงเมื่อพิกัดควบคุมระดับคุณภาพของกระบวนการมี
คามากขึ้น จะแตกตางกันกับจํานวนงานเสียที่ถูกระบุวาเปนงานดี (FAR) 
จะเพ่ิมขึ้น แสดงใหเห็นดังรูปที่ 9 ถึงอยางไรยังมีขั้นตอนถัดไปที่จะระบุ
กลุม FAR วาเปนกลุมงานเสียได จากขั้นตอนการทํางานจริง 
 

4. สรุป 
 การประเมินความสามารถของกระบวนการในปจจุบันที่เรา
สนใจศึกษา แสดงใหเห็นวาขั้นตอน d-36 สามารถใชเวลาลดลงเฉลี่ย 
12% เมื่อกําหนดพิกัดการควบคุมกระบวนการ คาดวาเวลาของ

กระบวนการทดสอบฮารดดิสก SRST โดยรวมจะสามารถลดลงอีก
หากมีการปรับปรุงในขั้นตอนอื่นๆ ซึ่งจะเปนกรณีศึกษาในขั้นตอไป 

จากกระบวนการที่ไดทําการศึกษาพบวา ขอมูลบางอยาง
ที่ไดบนัทึกไวในระบบฐานขอมูล ควรจะทําใหเกิดความสนใจจาก
บุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจ เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ หรือ
คุณภาพของผลิตภัณฑในองคกรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอองคในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ การลดคาใชจายในการผลิตก็ดี 
และอื่นๆ ที่ขึ้นอยูกับการนําไปใชงาน 
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